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1. Методи та моделі підвищення точності вимірювання геометричних розмірів об'єктів зондовими
мікроскопами

2. Models and improve the accuracy of measurement of geometrical size of the object probe microscope

Реферат:
1. Дисертація присвячена вирішенню науково-технічної проблеми дослідження та створення нових методів
та моделей підвищення точності вимірювання геометричних розмірів об'єктів скануючими зондовими
мікроскопами в діапазоні від 1 нм до 1000 нм. Досліджено процес взаємодії зонда зі зразком та розроблено
математичну модель рівняння вимірювання розмірів на атомно-силовому мікроскопі, в якій враховуються
похибки, які виникають в процесі взаємодії зонда та зразка.Досліджено проблему виникнення переміщення
вістря зонда при нахилі вісі скануючого зондового мікроскопа, отримано математичну модель впливу
знайденого ефекту на точність вимірювання.Вдосконалено метод корегування параметрів
неортогональності сканера який оснований на розподілі рівня напруги, прикладеної до поверхні сканера, та
дозволяє проводити процедуру повторної корекції п'єзосканера по координатах Х, Y та Z без втручання в
його конструкцію. Розвинено метод сканування, який дає можливість проводити вимірювання параметрів
поверхні з кутом нахилу бічних стінок виступів менше кута нахилу твірної конуса зонда.



2. The thesis is dedicated to scientific and technical research problems and create new methods and models for
improving of the accuracy of measuring the geometrical dimensions of objects in scanning probe microscopes
view 1nm range to 1000 nm. The process of interaction with the sample probe, and developed a mathematical
model equation for measurement of the atomic force microscope, which takes into account errors that occur
during interaction probe and sample. The problem of moving the probe at the edge of the axis tilt scanning probe
microscope, received a mathematical model of influence. The effect on accuracy. Improved method of adjusting
parameters neortohonalnosti scanner which is based on the distribution voltage level, attached to a surface
scanner and allows the procedure to re-correction scanner coordinates X, Y and Z without interference in its
construction. Scanning method is developed which allows measuring the parameters of the surface with an angle
less than the side wall performance angle aperture probe.
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